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Goals
• Make it easy to locate metrology 
resources—data, services, facilities—with 
characterization of the quality of the data 
across the network of NMIs and 
Designated Institutes

• Maximize collaboration and coordination 
of efforts among NMIs

• Establish a global network of metrology 
resources for the academic and industrial 
research communities; increase impact
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Goals for Today
• Demonstrate pilot registry

– Discovery
– Access
– Adding a new resource

• Get feedback
– Strengths
– Improvements
– Scope

• Agree on next steps
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Pilot Project
• Initiated following October 2015 NMI 
Directors meeting where NIST proposal was 
discussed

• Participants
– NIST USA
– NRC‐CNRC Canada
– PTB Germany
– NPL UK
– KRISS Korea
– VNIIMS Russia
– NIM China
– NMII/AIST Japan
– BIPM
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• Kickoff meeting at BIPM, 
April

• NIST registry software 
installed at BIPM, May

• VNIIMS s/w engineer 
visited NIST, July

• Initial population of 
registry, September and 
October
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Pilot Project
• Implementation based on Materials Resource 
Registry developed at NIST

• Modified metadata
– Metrology rather than materials science focus
– Data quality characterization

• Federated architecture
– Large NMIs or RMOs can run their own registries
– Others can register with registry of their choice
– Metadata records are synchronized with primary 
service at BIPM

• Open to NMIs and DIs only
– Contributors must apply for account
– Account requests reviewed and vetted
– Metadata records reviewed
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Demonstration
• http://imrr.bipm.org
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Quality Metrics
• Did the measurements make use of equipment set with standard 

calibrations, traceable to recognized primary standards and SI units?

• Was a recognized standard method used to obtain the measurements?

• Do the reported values include a full GUM‐based characterization of 
uncertainties?

• Are the reported values based on multi‐site (e.g., round‐robin) 
measurements?

• Are the reported values accompanied by a description of the stability 
and/or maturity of the samples measured?

• Were the measurements conducted on certified reference materials (as 
defined by VIM3)?

• Are the reported values accompanied by documentation of certification, 
a review report, or a reference to a peer‐reviewed open‐access paper 
describing the quality of the data?

• Are the reported values compiled through a critical review of values 
reported in the peer‐reviewed literature?
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These could serve as selection filters, e.g.,
• Show only those measurements conducted on CRMs
• Include round‐robin measurements
• Also include data that has been critically reviewed
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Thanks

• NIST: Ray Plante, Sharief Youssef, Pierre 
Francois Rigodiat, Alden Dima, Mary Brady

• KRISS:  Kyung Chae
• PTB:  Joachim Meier
• NPL:  Graham Sims
• NMIJ:  Takeshi Saito
• VNIIMS:  Alexander Koslov, Artem Guskov
• BIPM:  Andy Henson, Janet Miles, Laurent 
Le Mée
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For Discussion
• Does a system like this add value for your 
organization?

• Is the scope appropriate?
• Where do we need to make improvements?
• What is the right set of quality metrics?
• Other concerns?

http://imrr.bipm.org/
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